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(57) 요약

제품의 수율을 향상시킬 수 있는 액정표시장치 및 액정표시장치의 얼라인먼트 검사 방법을 개시한다. 액정표시장치는 얼

라인 홈이 형성된 캐패시터부를 포함한다. 캐패시터부는 얼라인 홈이 형성된 단부를 제외한 영역이 블랙 매트릭스와 대응

하는 영역에 형성되므로, 얼라인 홈이 형성된 단부를 외부에서도 인지할 수 있다. 따라서, 액정표시장치는 화소 영역 내에

서의 얼라인 홈의 위치를 쉽게 파악할 수 있으므로, 얼라인 홈의 위치값을 이용하여 상부 기판과 하부 기판간의 얼라인먼

트 에러를 검출할 수 있다. 이를 통해, 액정표시장치는 상부 기판과 하부 기판간의 얼라인먼트의 마진 범위를 산출할 수 있

으며, 빛샘 발생 여부를 파악할 수 있으므로, 제품의 수율을 향상시킬 수 있다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

제1 베이스 기판, 상기 제1 베이스 기판 상에 형성된 게이트 라인, 상기 게이트 라인으로부터 돌출되어 형성되고 일 단부에

얼라인 홈이 형성된 캐패시터부, 및 상기 제1 베이스 기판 상에서 상기 게이트 라인과 절연되어 교차하는 데이터 라인을

포함하는 하부 기판;
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상기 제1 베이스 기판과 마주하는 제2 베이스 기판, 및 상기 제2 베이스 기판 상에서 상기 게이트 라인 및 상기 데이터 라

인과 대응하여 형성되어 광을 차단하고, 상기 얼라인 홈을 노출하도록 상기 캐패시터부와 부분적으로 오버랩되는 블랙 매

트릭스를 포함하는 상부 기판; 및

상기 하부 기판과 상기 상부 기판과의 사이에 개재되어 광 투과율을 조절하는 액정층을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정

표시장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 상부 기판은,

상기 제2 베이스 기판 상에 형성되고, 광을 이용하여 소정의 색을 발현하는 색화소를 더 포함하고,

상기 블랙 매트릭스는 상기 색화소를 둘러싸는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 얼라인 홈이 형성된 상기 캐패시터부의 단부는 상기 색화소와 대응하는 영역에 위치하는 것을 특징

으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 하부 기판은,

상기 제1 베이스 기판 상에서 상기 데이터 라인과 인접하여 형성되고, 상기 블랙 매트릭스와 대응하는 영역에 구비된 제1

및 제2 플로팅 바를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5.

제4항에 있어서, 상기 제1 및 제2 플로팅 바는 상기 데이터 라인을 사이에 두고 양측에 각각 위치하는 것을 특징으로 하는

액정표시장치.

청구항 6.

블랙 매트릭스의 외측으로 노출되어 얼라인 홀의 양측에 위치하는 캐패시터부의 제1 및 제2 영역의 길이를 각각 측정하는

단계;

상기 제1 및 제2 영역의 길이를 통해 게이트 라인 및 데이터 라인에 의해 정의되는 화소 영역에서의 얼라인 홀의 위치를 산

출하는 단계; 및

상기 얼라인 홀의 위치 값이 기 설정된 얼라인 홀의 위치값과 동일한지 여부를 비교하여 상부 기판과 하부 기판간의 얼라

인먼트 상태를 파악하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 얼라인먼트 검사 방법.

명세서

발명의 상세한 설명
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발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치 및 액정표시장치의 얼라인먼트 검사 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 제품의 수율을 향상시

킬 수 있는 액정표시장치 및 액정표시장치의 검사 방법에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치는 영상을 표시하는 액정표시패널 및 액정표시패널로 광을 제공하는 백라이트 어셈블리를 포함

한다.

액정표시패널은 화소부가 형성된 하부 기판, 하부 기판과 결합하는 상부 기판 및 하부 기판과 상부 기판과의 사이에 개재

된 액정층을 포함한다.

하부 기판은 각 화소부들 별로 구비되어 액정층으로 신호 전압을 인가하는 화소 전극을 더 구비한다. 상부 기판은 액정층

으로 공통 전압을 인가하는 공통 전극 및 광을 이용하여 소정의 색을 발현하는 색화소들을 구비한다. 각 색화소들은 각 화

소부들과 대응하여 위치한다. 그러나, 하부 기판과 상부 기판 결합 시, 색화소들과 화소부들간의 위치를 맞추기가 어렵다.

뿐만 아니라, 하부 기판과 상부 기판간의 얼라인먼트 상태를 검사하기가 어렵고, 이로 인해, 제품의 수율이 저하된다.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 하부 기판과 상부 기판간의 얼라인먼트 상태를 검사하기 위해 하부 기판의 화소 영역 내

에 얼라인먼트 키를 삽입한다. 얼라인먼트 키는 금속 재질로 이루어지므로 액정표시장치의 투과율을 저하시키므로, 액정

표시장치의 표시 특성이 저하된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 제품의 수율을 향상시킬 수 있는 액정표시장치를 제공하는 것이다.

또한, 본 발명의 목적은 상기 액정표시장치의 얼라인먼트 상태를 검사하는 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 액정표시장치는, 하부 기판, 상부 기판 및 액정층으로 이루어

진다.

하부 기판은 제1 베이스 기판, 제1 베이스 기판 상에 형성된 게이트 라인, 게이트 라인으로부터 돌출되어 형성되고 일 단부

에 얼라인 홈이 형성된 캐패시터부, 및 게이트 라인과 절연되어 교차하는 데이터 라인을 포함한다. 상부 기판은 제1 베이

스 기판과 마주하는 제2 베이스 기판, 및 제2 베이스 기판 상에서 게이트 라인 및 데이터 라인과 대응하여 형성되어 광을

차단하고, 얼라인 홈을 노출하도록 캐패시터부와 부분적으로 오버랩되는 블랙 매트릭스를 포함한다. 액정층은 하부 기판

과 상부 기판과의 사이에 개재되어 광 투과율을 조절한다.

또한, 상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 액정표시장치의 얼라인먼트 검사 방법은, 먼저, 블랙 매

트릭스의 외측으로 노출되어 얼라인 홈의 양측에 위치하는 캐패시터부의 제1 및 제2 영역의 길이를 각각 측정한다. 제1 및

제2 영역의 길이를 통해 게이트 라인 및 데이터 라인에 의해 정의되는 화소 영역에서의 얼라인 홈의 위치 값을 산출한다.

얼라인 홈의 위치 값이 기 설정된 얼라인 홈의 위치값과 동일한지 여부를 비교하여 상부 기판과 하부 기판간의 얼라인먼트

에러를 판단한다.

이러한 액정표시장치 및 액정표시장치의 얼라인먼트 검사 방법에 의하면, 블랙 매트릭스에 의해 가려지지 않는 캐패시터

부의 단부에 얼라인 홈을 형성하고, 얼라인 홈을 이용하여 상부 기판과 하부 기판간의 얼라인먼트 에러를 쉽게 파악할 수

있으므로, 액정표시장치는 제품의 수율을 향상시킬 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치를 나타낸 단면도이고, 도 2는 도 1에 도시된 하부 기판을 나탄낸 평면도

이다.
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도 1 및 도 2를 참조하면, 상기 액정표시장치(400)는 하부 기판(100), 상기 하부 기판(100)과 결합된 상부 기판(200) 및

상기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)과의 사이에 개재된 액정층(300)을 포함한다.

상기 하부 기판(100)은 제1 베이스 기판(110), 상기 제1 베이스 기판(110) 상에 형성된 다수의 게이트 라인(GLn-1,

GLn, ...), 상기 제1 베이스 기판(110) 상에 형성된 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...), 상기 제1 베이스 기판(110) 상

에 형성된 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하, TFT)(120) 및 상기 TFT(120)과 전기적으로 연결된 화소 전극

(130)을 포함한다. 여기서, n과 m은 1 이상의 자연수이다.

상기 제1 베이스 기판(110)은 영상이 표시되는 다수의 화소 영역(Px1, Px2, ...) 으로 구획되고, 광을 투과시키도록 유리나

석영과 같은 투명한 재질로 이루어진다.

상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)은 제1 방향(D1)으로 연장되어 형성되고, 상기 제1 방향(D1)과 직교하는 제2

방향(D2)으로 배치된다. 상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)은 도전성 금속 재질로 이루어지고, 게이트 신호를 전

송한다.

상기 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...)은 상기 제2 방향(D2)으로 연장되어 형성되고, 상기 제1 방향(D1)으로 배치된

다. 상기 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...)은 상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)과 절연되어 위치하며, 상기

다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)과 함께 상기 다수의 화소 영역(Px1, Px2)을 정의한다. 상기 다수의 데이터 라인

(DLm-1, DLm, ...)은 도전성 금속 재질로 이루어지고, 데이터 신호를 전송한다.

상기 TFT(120)는 각 화소 영역(Px1, Px2, ...)에 형성되며, 상기 액정층(300)으로 화소 전압을 인가하고 차단한다. 상기

TFT(120)는 상기 제1 베이스 기판(110) 상에 형성된 게이트 전극(121), 액티브층(122), 오믹 콘택층(123), 소오스 전극

(124) 및 드레인 전극(125)을 포함한다.

상기 게이트 전극(121)은 게이트 라인(GLn)으로부터 분기되어 형성되고, 상기 게이트 신호를 수신한다. 상기 게이트 전극

(121)은 상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)과 동일층에 구비된다.

상기 게이트 전극(121)이 형성된 상기 제1 베이스 기판(110) 상에는 게이트 절연막(140)이 형성된다. 상기 게이트 절연막

(140)은 상기 게이트 전극(121) 및 상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)을 보호한다.

상기 액티브층(122) 및 상기 오믹 콘택층(123)은 상기 게이트 절연막(140) 상에 상기 게이트 전극(121)과 대응하여 순차

적으로 형성된다. 상기 오믹 콘택층(123)은 상기 액티브층(122)을 부분적으로 노출하도록 중앙부가 제거된다. 상기 액티

브층(122)의 노출된 영역은 채널 영역으로 제공된다.

상기 소오스 전극(124) 및 상기 드레인 전극(125)은 상기 오믹 콘택층(123) 상에 형성된다. 상기 소오스 전극(124) 및 상

기 드레인 전극(125)은 상기 채널 영역을 사이에 두고 서로 마주한다. 상기 소오스 전극(124)은 데이터 라인(DLm)으로부

터 분기되어 형성되고, 상기 데이터 신호를 수신한다. 상기 소오스 전극(124)은 상기 드레인 전극(125)의 일 단부를 둘러

싸는 'U'형상을 갖는다.

상기 화소 전극(130)은 상기 TFT(120)의 상부에 형성되며, 상기 드레인 전극(125)과 전기적으로 연결된다. 상기 화소 전

극(130)은 인듐 틴 옥사이드(Indium Tin Oxide; 이하, ITO) 또는 인듐 징크 옥사이드(Indium Zinc Oxide; 이하, IZO)와

같은 투명성 도전 물질로 이루어진다. 상기 화소 전극(130)은 상기 TFT(120)로부터 수신되 상기 화소 전압을 상기 액정

층(300)으로 인가한다.

상기 하부 기판(100)은 상기 TFT(120) 및 상기 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...)을 보호하는 보호막(150) 및 유기

절연막(160)을 더 구비한다.

상기 보호막(150)은 상기 TFT(120) 및 상기 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...)이 형성된 상기 게이트 절연막(140)

상에 형성된다.
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상기 보호막(150)은 산화실리콘(SiO2)이나 질화실리콘(SiNX)과 같은 무기 절연물질로 이루어지며, 약 2000Å 두께를 갖

는 것이 바람직하다. 상기 유기 절연막(160)은 상기 보호막(160)의 상부에 형성되며, 상기 액정층(300)과 접하는 상기 하

부 기판(100)의 상면을 평탄화시키는 기능을 한다.

상기 보호막(150) 및 상기 유기 절연막(160)은 상기 드레인 전극(125)을 부분적으로 노출하도록 일부분이 제거되어 형성

된 제1 콘택홀(CH1)을 갖는다. 상기 화소 전극(130)은 상기 유기 절연막(160) 상에 형성되며, 상기 제1 콘택홀(CH1)을

통해 상기 드레인 전극(125)과 전기적으로 연결된다.

상기 하부 기판(100)은 상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...)으로 분기되어 형성된 다수의 캐패시터부(C1, C2, ...)

를 더 포함한다.

이 실시예에 있어서, 상기 다수의 캐패시터부(C1, C2, ...)는 서로 동일한 구조를 갖는다. 따라서, 이하, 상기 다수의 캐패시

터부(C1, C2, ...)에 대한 구체적인 설명에 있어서, 제1 캐패시터부(C1)를 일례로 하여 설명한다.

상기 제1 캐패시터부(C1)는 제1 화소 영역(Px1)에 형성된다. 상기 제1 캐패시터부(C1)는 상기 TFT(120)와 마주하여 위

치한다. 상기 제1 캐패시터부(C1)는 하부 캐패시터(C1_1) 및 상부 캐패시터(C1_2)로 이루어진다. 상기 하부 캐패시터

(C1_1)는 n-1번째 게이트 라인(GLn-1)으로부터 분기되어 형성된다. 여기서, 상기 제1 화소 영역(Px1)에 형성된 상기

TFT(120)는 n번째 게이트 라인(GLn)에 연결된다. 이와 같이, 동일 화소 영역에 형성된 하부 캐패시터 및 TFT는 각각 연

결된 게이트 라인이 서로 다르다.

상기 상부 캐패시터(C1_2)는 상기 하부 캐패시터(C1_1)의 상부에 형성된다. 상기 상부 캐패시터(C1_2)는 상기 다수의 데

이터 라인(DLm-1, DLm, ...)과 동일층에 형성되며, 상기 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...)과 동일한 재질로 이루어

진다. 상기 보호막(150) 및 상기 유기 절연막(160)은 상기 상부 캐패시터(C1_2)를 부분적으로 노출하는 제2 콘택홀(CH2)

을 갖는다. 상기 화소 전극(130)은 상기 제2 콘택홀(CH2)을 통해 상기 상부 캐패시터(C1_2)와 전기적으로 연결된다.

상기 하부 기판(100)은 상기 제1 베이스 기판(110) 상에 형성된 제1 및 제2 플로팅 바(170, 180)를 더 구비한다.

상기 제1 및 제2 플로팅 바(170, 180)는 데이터 라인(DLm)을 사이에 두고 양측에 각각 위치한다. 상기 하부 기판(100)은

상기 제1 및 제2 플로팅 바(170, 180)를 다수 구비하고, 상기 다수의 제1 및 제2 플로팅 바는 상기 각 화소 영역(Px1,

Px2)에 각각 구비된다. 상기 제1 및 제2 플로팅 바(170)는 상기 데이터 라인(DLm)과 인접하여 위치하고, 상기 다수의 게

이트 라인(GLn-1, GLn-1, ...)과 동일층에 형성된다.

한편, 상기 상부 기판(200)은 상기 하부 기판(100)과 대향하여 구비된다. 상기 상부 기판(200)은 제2 베이스 기판(210),

컬러필터 층(220) 및 공통 전극(230)을 포함한다.

상기 제2 베이스 기판(210)은 광을 투과시키는 투명한 재질로 이루어지고, 상기 제1 베이스 기판(110)과 대향하여 위치한

다. 상기 컬러필터 층(220)은 상기 제2 베이스 기판(210) 상에 형성되며, 색화소(221) 및 블랙 매트릭스(222)로 이루어진

다. 상기 색화소(221)는 광을 이용하여 소정의 색을 발현하고, 각 화소 영역(Px1, Px2, ...)에 대응하여 형성된다. 상기 블

랙 매트릭스(222)는 상기 색화소(221)를 둘러싸고, 상기 색화소(221)로부터 누설된 광을 차단한다.

상기 블랙 매트릭스(222)는 상기 화소 전극(130)과 상기 데이터 라인(DLm) 사이로 새는 빛을 차단하도록 충분한 폭을 가

져야한다. 그러나, 상기 블랙 매트릭스(222)의 폭을 많이 늘리면, 개구율이 떨어지므로 그 한계가 있다. 상기 제1 및 제2

플로팅 바(170, 180)는 상기 화소 전극(130)과 상기 데이터 라인(DLm)과의 사이로 새어나가는 빛을 차단하고, 이에 따라,

상기 하부 기판(100)은 상기 블랙 매트릭스(222)의 폭을 최소화하면서 빛샘 현상을 방지할 수 있다.

상기 공통 전극(230)은 상기 컬러필터 층(220) 상에 형성된다. 상기 공통 전극(230)은 상기 ITO 나 IZO와 같이 투명한 도

전성 물질로 이루어지며, 상기 하부 기판(100)으로부터 공통 전압을 수신한다.

상기 액정층(300)은 상기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)과의 사이에 개재된다. 상기 액정층(300)은 상기 화소 전

극(130)과 상기 공통 전극(230)과의 사이에 형성된 전계에 따라 광의 투과율을 조절한다. 이로써, 상기 액정표시장치

(400)는 상기 영상을 표시한다.
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도 3은 도 1에 도시된 액정표시장치의 배면을 나타낸 평면도이다. 참고로, 도 3은 상기 액정표시장치(400)를 상기 하부 기

판(100) 측에서 바라본 평면도이다.

도 3를 참조하면, 상기 블랙 매트릭스(222)는 상기 색화소(221)가 형성되지 않은 전 영역에 형성된다. 상기 블랙 매트릭스

(222)는 상기 다수의 게이트 라인(GLn-1, GLn, ...), 상기 다수의 데이터 라인(DLm-1, DLm, ...) 및 상기 TFT(120)와 대

응하는 영역에 형성된다. 상기 블랙 매트릭스(222)는 상기 제1 및 제2 플로팅 바(170, 180)와 오버랩된다. 이에 따라, 상

기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)이 어셈블리되면, 상기 하부 기판(100)의 배면측에서는 상기 제1 및 제2 플로팅

바(170, 180)에 의해 상기 블랙 매트릭스(222)가 가려지므로, 상기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)간의 얼라인먼

트 상태를 확인하기 어렵다.

또한, 상기 상부 기판(200)의 상면측에서는 상기 블랙 매트릭스(222)에 의해 상기 하부 기판(100)의 형성된 배선들이 모

두 가려지므로, 마찬가지로, 상기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)간의 얼라인먼트 상태를 확인하기 어렵다.

상기 블랙 매트릭스(222)는 상기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)간의 얼라인먼트 상태를 확인하기 용이하도록 상

기 다수의 캐패시터부(C1, C2, ...)와 부분적으로 오버랩된다. 즉, 상기 블랙 매트릭스(222)는 상기 얼라인 홈(AG)을 외부

로 노출하기 위해 상기 다수의 캐패시터(C1, C2, ...)의 영역 중에서 상기 얼라인 홈(AG)이 위치하는 단부와 대응하는 영역

에서 제거된다.

이 실시예에 있어서, 상기 다수의 캐패시터(C1, C2, ...)는 상기 블랙 매트릭스(222)와의 위치 관계가 동일하므로, 이하, 상

기 제1 캐패시터(C1)를 일례로 하여 상기 다수의 캐패시터(C1, C2, ...)와 상기 블랙 매트릭스(222)와의 위치 관계를 설명

한다.

도 4는 도 3의 절단선 I-I'에 따른 단면도이고, 도 5는 도 1에 도시된 액정표시장치의 상면을 나타낸 평면도이다.

도 4 및 도 5를 참조하면, 상기 제1 캐패시터(C1)의 하부 캐패시터(C1_1)는 상기 제1 베이스 기판(110) 상에 형성되고,

그 상부에는 상기 게이트 절연막(140), 상기 보호막(150), 상기 유기 절연막(160) 및 상기 화소 전극(130)이 형성된다. 도

4에는 도시되지 않았으나, 상기 게이트 절연막(140) 상에는 상기 상부 캐패시터(C1_2)가 형성되며, 상기 상부 캐패시터

(C1_2)는 상기 하부 캐패시터(C1_1)의 상부에 위치한다.

상기 하부 캐패시터(C1_1)는 상기 얼라인 홈(AG)이 형성된 단부가 상기 색화소(221)와 대응하는 영역에 형성된다. 따라

서, 상기 하부 캐패시터(C1_1)는 상기 얼라인 홈(AG)이 형성된 단부를 제외한 영역만 상기 블랙 매트릭스(222)에 의해 가

려지고, 상기 얼라인 홈(AG)이 형성된 단부는 상기 블랙 매트릭스(222)에 의해 가려지지 않는다.

따라서, 현미경을 이용하여 상기 상부 기판(200)의 상측에서 상기 액정표시장치(400)를 촬영하면, 도 5에 도시된 바와 같

이, 상기 하부 캐패시터(C1_1)는 상기 블랙 매트릭스(222)에 가려지지 않는 단부가 노출되어 인지된다. 이는, 상기 하부

캐패시터(C1_1)가 금속 재질로 이루어지기 때문에, 상기 현미경으로부터 출사된 광을 반사하므로, 상기 블랙 매트릭스

(222)에 가려지지 않는 부분이 외부에서 인지된다. 따라서, 상기 노출된 하부 캐패시터(C1_1)의 단부를 이용하여 상기 하

부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)간의 얼라인먼트 상태를 검사할 수 있다.

즉, 상기 노출된 하부 캐패시터(C1_1)의 단부는 상기 얼라인 홈(AG)에 의해 양측으로 분리된 것처럼 인지된다. 따라서, 두

개로 분리된 상기 노출된 하부 캐패시터(C1_1)의 단부의 길이(D1, D2)를 각각 측정하여 상기 화소 영역(Px1) 내에서의

상기 얼라인 홈(AG)의 위치를 파악할 수 있다.

상기 얼라인 홈(AG)의 위치 값이 기 설정된 얼라인 홈(AG)의 위치값과 동일한지 비교하고, 상기 얼라인 홈(AG)의 위치 값

과 기 설정된 얼라인 홈(AG)의 위치 값간의 차이 값을 통해 상기 하부 기판(100)과 상기 상부 기판(200)간의 얼라인먼트

상태를 인지할 수 있다. 상기 하부 기판(100) 및 상기 상부 기판(200)이 서로 어긋나게 결합될수록 상기 얼라인 홈(AG)의

위치 값과 기 설정된 얼라인 홈(AG)의 위치 값의 차이가 크다.

이와 같이, 상기 액정표시장치(400)는 상기 얼라인 홈(AG)을 이용하여 상기 하부 기판(100) 및 상기 하부 기판(200)간의

얼라인먼트 에러를 파악할 수 있다. 이에 따라, 상기 액정표시장치(400)는 개구율을 저하시키지 않으면서 상기 하부 기판

(100) 및 상기 하부 기판(200)간의 얼라인먼트 에러를 파악할 수 있다. 이를 통해, 상기 상부 기판(100) 및 상기 하부 기판

(200)간의 얼라인먼트 마진의 범위를 산출할 수 있으므로, 제품의 수율을 향상시킬 수 있다.
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발명의 효과

상술한 본 발명에 따르면, 액정표시장치는 얼라인 홈이 형성된 캐패시터를 구비한다. 캐패시터는 얼라인 홈이 형성된 단부

가 색화소와 대응하는 영역에 형성되므로, 외부에서도 캐패시터의 얼라인 홈이 형성된 단부를 인지할 수 있다. 이에 따라,

액정표시장치는 얼라인 홈의 위치를 측정하여 하부 기판 및 상부 기판간의 얼라인먼트 에러를 쉽게 파악할 수 있다. 이를

통해, 상부 기판 및 하부 기판간의 얼라인먼트 마진의 범위를 산출할 수 있으므로, 액정표시장치의 빛샘 발생 여부를 파악

할 수 있고, 제품의 수율을 향상시킬 수 있다.

또한, 액정표시장치는 추가의 얼라인 키를 구비하지 않고도 하부 기판 및 상부 기판간의 얼라인먼트 상태를 검사할 수 있

으므로, 개구율을 향상시킬 수 있고, 이에 따라, 표시 특성을 향상시킬 수 있다.

이상에서는 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발

명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것

이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 액정표시장치를 나타낸 단면도이다.

도 2는 도 1에 도시된 하부 기판을 나탄낸 평면도이다.

도 3은 도 1에 도시된 액정표시장치의 배면을 나타낸 평면도이다.

도 4는 도 3의 절단선 I-I'에 따른 단면도이다.

도 5는 도 1에 도시된 액정표시장치의 상면을 나타낸 평면도이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
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专利名称(译) 液晶显示装置和液晶显示装置的对准检查方法

公开(公告)号 KR1020070016483A 公开(公告)日 2007-02-08

申请号 KR1020050071193 申请日 2005-08-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

当前申请(专利权)人(译) 三星电子有限公司

[标]发明人 KIM YU JIN
김유진
KIM BEOM JUN
김범준
LEE JONG HYUK
이종혁

发明人 김유진
김범준
이종혁

IPC分类号 G02F1/13

CPC分类号 G02F1/1309 G02F1/1303 G02F1/1313 G02F2001/136254

代理人(译) PARK，YOUNG WOO

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开了测试液晶显示器和液晶显示器的对准的方法，提高了产品的产
量。液晶显示器包括沟槽对准的电容器部分。它形成在对应于区域的区
域中，除了电容器部分被开槽的端部之外，对准是黑色矩阵。因此，可
以在外部识别对准的端部凹槽。因此，液晶显示器可以容易地感知对准
凹槽在像素区域内的位置。因此，可以使用对准槽的位置值来检测下板
和上板之间的对准误差。由此，液晶显示器可以产生上板和下板之间的
对准的余量范围。并且可以掌握光源的产生。因此，可以提高产品的产
量。对准，电容器和浮动杆。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2b174998-aca6-46bd-84eb-11bef69205f6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043650611/publication/KR20070016483A?q=KR20070016483A

